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СТРУКТУРНО-РАЗНОСТНЫЙ АНАЛИЗ  
«ПКПКВН» ЭЛЕМЕНТА

Крюкова Е.С., Григорьев А.В., Држевецкий А.Л.,  
Трусов В.А., Баннов В.Я.

Пензенский государственный университет, Пенза, Россия

В 1993 году была предложен способ сегментации 
полутоновых изображений, основанный на анализе 
структуры разностей между интенсивностями реги-
стрируемого параметра каждого пикселя и соседних 
с ним пикселей [1]. Этот способ получил дальнейшее 
развитие в публикациях [2...14]. Распространение и 
развитие этого способа осуществлялось во взаимос-
вязи с другими методами и методиками обработки 
изображений и контроля качества изделий, что нашло 
отражение в публикациях [15...28].

Рассмотрим распределение интенсивности реги-
стрируемого параметра в окрестности элемента, ко-
ординаты которого «i,j», по табл. 1. 

Таблица 1
Распределение интенсивности регистрируемого 

параметра
i-1 i i+1

j-1 1 1 5
j 15 10 6

j+1 0 9 1

Составим структурно-разностное описание дан-
ного элемента (табл. 2).

Таблица 2
Структурно-разностное описание элемента рас-

трового изображения

c pi,j,c pi,j,c+4
пара направлений

1 1 2 позитивно-контурная
2 2 1 позитивно-контурная
3 2 2 вершинная
4 1 1 негативная

Графически это описание интерпретируется сле-
дующим образом (рис. 1).

Рис. 1. Графическая интерпретация структурно-разностного 
описания элемента

Как видим, структурная последовательность пар 
направлений данного элемента следующая: позитив-
но-контурная, позитивно-контурная, вершинная, не-
гативная. Из этого следует, что, данный элемент явля-
ется ПкПкВН элементом. Наивысшим приоритетом 
в данной структурной последовательности обладает 
позитивно-контурная пара направлений. Таким об-
разом, данный элемент следует отнести к позитивно-
контурным.
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В 1993 году была предложен способ сегментации 
полутоновых изображений, основанный на анализе 
структуры разностей между интенсивностями реги-
стрируемого параметра каждого пикселя и соседних 
с ним пикселей [1]. Этот способ получил дальнейшее 
развитие в публикациях [2...14]. Распространение и 
развитие этого способа осуществлялось во взаимос-
вязи с другими методами и методиками обработки 
изображений и контроля качества изделий, что нашло 
отражение в публикациях [15...28].

Рассмотрим распределение интенсивности реги-
стрируемого параметра в окрестности элемента, ко-
ординаты которого «i,j», по табл. 1.

Таблица 1
Распределение интенсивности регистрируемого 

параметра
i-1 i i+1

j-1 14 13 10
j 15 2 7
j+1 11 5 10

Составим структурно-разностное описание дан-
ного элемента (табл. 2).

Таблица 2
Структурно-разностное описание элемента 

растрового изображения

c pi,j,c pi,j,c+4
пара направлений

1 0 0 низинная
2 0 1 негативно-контурная
3 0 0 низинная
4 0 1 негативно-контурная

Графически это описание интерпретируется сле-
дующим образом (рис. 1).

Рис. 1. Графическая интерпретация структурно-разностного 
описания элемента

Как видим, структурная последовательность пар 
направлений данного элемента следующая: низинная, 
негативно-контурная, низинная, негативно-контур-
ная. Из этого следует, что, данный элемент является 
НизНкНизНк элементом. Наивысшим приоритетом 
в данной структурной последовательности обладает 
негативно-контурная пара направлений. Таким об-
разом, данный элемент следует отнести к негативно-
контурным.

Список литературы
1. А.с. 1837335 СССР G 06 K 9/00. Устройство для селекции изо-

бражений. / А.Л. Држевецкий, В.Н. Контишев, А.В. Григорьев, А.Г. 
Царёв. // Выдано 19.08.1993г. / БИ, 1993, №32.

2. Григорьев А.В., Држевецкий А.Л., Юрков Н.К. Метод рас-
познавания электронно-дифракционных рефлексов. // Труды между-
народного симпозиума «Надежность и качество». 1999. С. 353-354.

3. Григорьев А.В., Кузнецов С.В., Юрков Н.К. Обнаружение то-
чечных изображений с положительным контрастом. // Современные 
наукоемкие технологии. 2013. № 8-2. С. 189-190.

4. Григорьев А.В., Држевецкий А.Л., Граб И.Д. Уровни предпо-
чтений в системе распознавания электронно-дифракционных картин. 
// Труды международного симпозиума «Надежность и качество». 
2010. Т. 1. С. 396-399.

5. Григорьев А.В., Држевецкий А.Л. Критерий обнаружения 
объектных фрагментов штрихового изображения в полутоновом. // 
Труды международного симпозиума «Надежность и качество». 2011. 
Т. 1. С. 310-312.

6. Григорьев А.В., Држевецкий А.Л. Уточнение характеристиче-
ских признаков и логического функционала структурно-разностной 
сегментации полутонового изображения. // Труды международного 
симпозиума «Надежность и качество». 2011. Т. 1. С. 312-315.

7. Григорьев А.В., Волощенко А.А. Структурно-разностные про-
фильные классы пикселей по двум направлениям. // Инновации на 
основе информационных и коммуникационных технологий. 2012. С. 
159-162.

8. Григорьев А.В., Рачковская М.К. Критерий обнаружения вер-
шинных сегментов растровых поверхностей. // Инновации на основе 
информационных и коммуникационных технологий. 2012. С. 162-
165.

9. Григорьев А.В. Первичная обработка электронно-дифракци-
онных поверхностей. // Труды международного симпозиума «Надеж-
ность и качество». 2006. Т. 1. С. 197-198.

10. Григорьев А.В., Граб И.Д. Приоритет склона электронно-
дифракционного рефлекса. // Труды международного симпозиума 
«Надежность и качество». 2007. Т. 1. С. 106-107.

11. Григорьев А.В., Граб И.Д., Трусов В.А., Баннов В.Я. Окон-
туривание склона электронно-дифракционного рефлекса. // Труды 
международного симпозиума «Надежность и качество». 2008. Т. 1. 
С. 332-334.

12. Григорьев А.В., Држевецкий А.Л., Граб И.Д., Баннов В.Я. 
Нижний контур склона электронно-дифракционного рефлекса. // 
Труды международного симпозиума «Надежность и качество». 2008. 
Т. 1. С. 127-128.

13. Григорьев А.В., Држевецкий А.Л., Трусов В.А., Баннов В.Я., 
Волощенко А.А. Критерий обнаружения сегментов растровых по-
верхностей. // Цифровые модели в проектировании и производстве 
РЭС. 2012. С. 70-76.

14. Григорьев А.В., Држевецкий А.Л., Трусов В.А., Баннов В.Я., 
Рачковская М.К. Логический функционал для обнаружения сегмен-
тов одномерных распределений. // Цифровые модели в проектирова-
нии и производстве РЭС. 2012. С. 84-89.

15. Григорьев А.В., Држевецкий А.Л., Юрков Н.К. Способ об-
наружения и идентификации латентных технологических дефектов 
печатных плат. // Труды международного симпозиума «Надежность и 
качество». 2013. Т. 1. С. 115-122.

16. Кочегаров И.И., Ханин И.В., Григорьев А.В., Юрков Н.К. 
Алгоритм выявления ла-тентных технологических дефектов фото-
шаблонов и печатных плат методом оптического допускового кон-
троля. // Труды международного симпозиума «Надежность и каче-
ство». 2013. Т. 2. С. 54-57.

17. Григорьев А.В., Држевецкий А.Л., Затылкин А.В., Лысенко 
А.В., Юрков Н.К. Анализ структуры латентных технологических де-
фектов фотошаблонов и печатных плат методом оптического контро-
ля. Молодежь. Наука. Инновации: Труды VII МНПК. Пенза: ПФ РГУ 
ИТП, 2013. С. 144-149.

18. Юрков Н.К., Алмаметов В.Б., Затылкин А.В., Григорьев 
А.В., Кочегаров И.И. Методы обнаружения и локализации латентных 
технологических дефектов бортовой радиоэлектронной аппаратуры: 
Монография, Пенза: Изд-во ПГУ, 2013. - 184 с.

19. Горячев Н.В. Тепловая модель сменного блока исследуемого 
объекта / Н.В. Горячев // Труды международного симпозиума Надеж-
ность и качество. 2012. Т. 1. С. 263-263.

20. Држевецкий А.Л., Григорьев А.В.. Автоматизированная си-
стема оптического допускового контроля печатных плат и фотоша-
блонов. // Метрология, 1995, вып. 4, C. 11-18.

21. Григорьев А.В., Баннов В.Я. Изучение автокорреляционной 
функции видеоимпульса. // Труды международного симпозиума «На-
дежность и качество». 2008. Т. 1. С. 386-387.

22. Григорьев А.В., Држевецкий А.Л., Граб И.Д., Баннов В.Я. 
Учебная разработка функциональной схемы согласованного фильтра 
видеоимпульса. // Труды международного симпозиума «Надежность 
и качество». 2008. Т. 1. С. 128-130.


